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摘要(译)

一种超声波测量装置，包括：超声波换能器装置;发射单元，用于发射超
声波束;接收单元，用于接收由测试对象反射的超声回声;以及用于处理接
收的处理单元，其中所述处理单元基于与辐射到所述测试对象中的第一
区域的超声波束相对应的第一接收信号，相对于所述超声换能器装置和
所述测试对象识别传递函数，以及与照射到位于所述测试对象中的所述
第一区域和所述第二区域之间的第三区域的超声波束对应的第三接收信
号，并且执行超声波图像处理，其中，所述第三接收信号对应于辐射到
所述测试对象中的第二区域的超声波束，生成处理包括使用包括对接收
信号执行的传递函数的去卷积滤波器的滤波处理。
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